COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 404-3
Premiére édition — First edition

1982

Troisieme partie: Méthodes de mesure d

i é@]ues des toles et feuillards
magnétiques a |'aide

le unigue

© CEI 1982

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electfotechnique Internationale

1, rue de Varembé

Geneve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60404-3 1982


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60404-3-1982
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60404-3-1982

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CE!l et en consul-
tant les documents ci-dessous:

® Bulletindela CEI

@® Annuairedela CEIl

Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEl: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complejs
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publica-
tion ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement apgrouvés
aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littépaux

Pour les symboles grapMique
d’usage général approuvés'par 4
~ la Publication 27 de CEI

électrotechnique;

Publications de la CEI établies par le meme Comité
d’Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couver-
ture, qui énumeére les publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of [ EC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following | EC sources:

® IEC Bulletin

® 1EC Yearbook
Published yearly

® Catalogue of IEC Pub
Published yearly

Terminolog

and/definitions contained in the presznt publica-
¢ either been taken from the L.LE.V. or have been specifi-

(sraphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the [EC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1ECPublication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publica-
tion.

IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists I[EC publications issued by the¢ Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX MAGNETIQUES /)
et

Troisiéme partie: Méthodes de mesure des pertes totales spécifiques des tol
feuillards magnétiques a I’aide de I’essai sur téle unique

PREAMBULE

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime 1
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE 14

La présente norme a été établie par le 0 68 de la CEI: Matériaux magnétiques

tels qu’alliages et aciers.

Un premier projet fut di L réuni eirie & Copenhague en 1979. A la suite de cette
réunion, un projet, do , fut soumis a I’approbation des Comités natio-

naux suivant laiﬁe
Les Comités natio ; pres,se sont prononcés explicitement en faveur de la publica-

tion:
Italie
Japon
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
a 3 Suéde
Corée’(République de) Suisse -
Danemark Tchécoslovaquie
Egypte Turquie
Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
Israél Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 50(901) Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.1.)
Chapitre 901: Magnétisme.
404-2: Matériaux magnétiques, Deuxiéme partie: Méthodes de mesure des propriétés magnéti-
ques, électriques et physiques des tdles et feuillards magnétiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS

Part 3: Methods of measurement of specific total losses of magnetic sheet and strip
by means of a single sheet tester

FOREWORD

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish tha
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as na
between the ] EC recommendation and the corresponding national 1y
the latter.

Korea (Republic of)
Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Sweden

Switzerland

Turkey

Germany Union of Soviet

Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Japan United States of America

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 50(901): International Electrotechnical Vocabulary (1.E.V.)
Chapter 901: Magnetism.
404-2: Magnetic Materials, Part 2: Methods of Measurement of Magnetic, Electrical and Phy-
sical Properties of Magnetic Sheet and Strip.
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MATERIAUX MAGNETIQUES

Troisiéme partie: Méthodes de mesure des pertes totales spécifiques des tdles
et feuillards magnétiques a I’aide de I’essai sur tole unique

INTRODUCTION

1. Domaine d’application

des induc-
des induc-

La présente norme est applicable aux téles magnétiques a 8rd
tions comprises entre 1 et 1,8 T et aux tdles magnétiques a grains
tions comprises entre 0,8 et 1,5 T, a des fréquences industrie

2. Objet

3.

différents termes employés dans cette norme sont données
: Magnétisme, du Vocabulaire Electrotechnique International de
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MAGNETIC MATERIALS

Part 3: Methods of measurement of specific total losses of magnetic sheet and strip
by means of a single sheet tester

INTRODUCTION

1. Scope

This standard is applicable to grain oriented magnetic sheet fOr magnetic flux deqsities
between 1 and 1.8 T and to non-oriented magnetic shee x\d€nsities
between 0.8 and 1.5 T, at power frequencies.

2. Object

of specific total losses of magnetic sheets by nfean’s of & sifigle sheet tester, also to describe a
recommended apparatus. This metiod ) ¢ nly 38’a complementary method
to the 25 cm Epstein frame method, d hed ; wblication 404-2: Magnetic Materials,

Part 2: Methods of Measurement of May

3.
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